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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotéw Przedmiot ksztatcenia ogélnego

Status przedmiotu Obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski

Usytuowanie w planie | Studia stacjonarne Semestr V

studiow - semestr studia niestacjonarne | Semestr V

Wymagania wstepne brak

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktéw ECTS 4

Forma prowadzenia zajeé¢ wyktad éwiczenia Iak;iourre:]to- projekt inne

studia

Liczba godzin | stacjonarne: 30 30

w semestrze | studia
niestacjonarne: 18 18




EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Seﬁnkkzal Efekty ksztatcenia efektéow
kierunkowych
Ma wiedze w zakresie metrologii obejmujgcg jednostki
miar, zna pojecia z zakresu teorii prawdopodobienstwa IBIP W02
W01 |i statystyki majgce zastosowanie w rachunku bteddw, -
. . ; . IB1IP_W10
zna metody matematyczne stuzgce do obliczania btedow -
Wiedza w pomiarach bezposrednich i posrednich.

Ma wiedze w zakresie zasad fizycznych wykorzystywa-
nych w réznego rodzaju przyrzadach pomiarowych. Zna
WO02 | elementy sktadowe przyrzgdéw pomiarowych. Zna pa- IB1P_WO03
rametry odnoszace sie do dokfadnosci ksztattowo-
wymiarowej czesci maszyn.

Umiejetnosci

Potrafi zaplanowac i przeprowadzi¢ eksperyment pozwa-
lajgcy na pomiar wybranych parametréw i wielkosci, jak
U0l |roéwniez wyciggna¢ wnioski na podstawie analizy staty- IB1P_U04
stycznej wynikéw badan wiasnych i poréwnac je z wyni-
kami badan dostepnymi w piSmiennictwie.

Potrafi oceni¢ istniejgce rozwigzania techniczne wybra-
U02 | nych urzgdzeh pomiarowych w zakresie ich budowy, IB1P_U09
mozliwosci funkcjonalnych i eksploatacyjnych.

Kompetencje
spoteczne

Posiada swiadomos¢ wlasnych ograniczen wynikajgcych
z dynamicznego postepu metrologii i nie waha sie zasie-
gac opinii ekspertow, gdy problem wykracza poza ramy
jego wiedzy i doswiadczenia.

K01 IB1P_KO1

TRESCI PROGRAMOWE

Forma L
. . Tresci programowe

zajec
Historia metrologii. Klasyfikacja metrologii. Zagadnienia prawne zwigzane z metrolo-
gia. Elementy rachunku prawdopodobienstwa w metrologii. Elementy statystyki w
metrologii. Pojecie wielkosci, wartosci wielkosci. Jednostki miar. Ukfad jednostek Sl.
Klasyfikacja btedow pomiarowych. Pojecie niepewnosci pomiaru. Metody obliczania

wykfad niepewnosci pomiaru. Elementy sktadowe narzedzi pomiarowych. Witasciwosci me-

trologiczne przyrzgdéw pomiarowych. Stykowe pomiary wielko$ci geometrycznych.
Bezstykowe pomiary wielkosci geometrycznych. Wspétrzedno$ciowa technika pomia-
rowa. Pomiary i analiza chropowatosci powierzchni. Parametry chropowatosci po-
wierzchni.

laboratorium

Budowa i czesci skladowe narzedzi pomiarowych. Pomiary wymiarow wewnetrznych,
zewnetrznych i mieszanych. Analiza btedéw w pomiarach bezposrednich. Analiza
btedéw w pomiarach posrednich. Kompleksowa analiza btedéw w pomiarach styko-
wych.. Pomiary wielkosci geometrycznych za pomocg dtugosciomierza poziomego.
Pomiary stykowe chropowatosci. Pomiary bezstykowe chropowatosci. Pomiary z
wykorzystaniem interferometréw laserowych. Mikroskopia sit atomowych. Pomiary
odchytek okragtosci i walcowosci. Pomiary wspotrzednosciowe na maszynach sta-
cjonarnych. Pomiary wielkosci geometrycznych za pomocg wspétrzednosciowego
ramienia pomiarowego. Pomiary wielkosci geometrycznych za pomocg skanera 3D.
Pomiary wielkosci geometrycznych za pomocg wieloczujnikowej maszyny pomiaro-
wej.




METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczyc )
efekiu Egz?:;in Egszea;mr:; Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
wo1 X
w02 X
uo1 X
uo2 X
K01 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

For_m,a Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
wyktad zaliczenie z oceng Uzyskanie minimum 50 pkt na 100 mozliwych.

laboratorium zaliczenie z oceng

Obecnosé na zajeciach. Oddanie sprawozdan z realizowa-
nych ¢wiczen. Uzyskanie co najmniej 50 % z kazdego z
kolokwiow (trzy kolokwia na semestr). Uzyskanie co naj-
mniej 50 % punktéw z kazdego sprawozdania z realizowa-

nych éwiczen.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

P . Jed-
_ o Obciazenie studenta nostka
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wicjL|pisiwc|L|pP|S h
© | studiow 30 30 18 18

2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale

& nauczyciela akademickiego 64 40 L
Liczba punktéw ECTS, ktora student

4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,6 1,6 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy

5. studenta 36 60 h
Liczba punktéow ECTS, ktorg student

6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 14 2,4 ECTS
pracy
Naktad pracy zwigzany z zajeciami

[ o charakterze praktycznym S0 S0 .
Liczba punktéw ECTS, ktorg student

8. | uzyskuje w ramach zaje¢ o charak- 2,0 2,0 ECTS
terze praktycznym
Sumaryczne obcigzenie praca stu-

9. denta 100 100 h

10, Punkty ECTS za n'Iodu.t o ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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